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PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS DE LA CATEGORIA DE TECNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, MEDIANTE TURNO LIBRE.
(RESOLUCION DE 6 DE JULIO DE 2020)

Primer ejercicio

1) Las unidades de docencia e investigacion encargadas de coordinar las enseflanzas de uno o varios
ambitos del conocimiento son:

a) Institutos de Investigacién

b) Departamentos

¢) Facultades

d) Escuelas de doctorado

2) Segun indica la Ley Organica de Universidades, las normas electorales aplicables en las
Universidades se estableceran:

a) Por el Gobierno

b) Por la Comunidad Auténoma

¢ EnlaLOU

d) En sus Estatutos

3) Segun lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, el 6rgano de gobierno al que
corresponde convocar los procesos selectivos de acceso y provision de plazas del personal de la
Universidad es:

a) Rector

b) Gerente

¢) Consejo de Gobierno
d) Claustro Universitario

4) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Cadiz, corresponde la aprobacién de los
presupuestos y de la programaciéon plurianual de la Universidad al:

a) Consejo Social

b) Consejo de Gobierno

¢) Claustro Universitario

d) Rector

5) La duracién de la representacion en el Consejo de Gobierno de los miembros del Personal de
Administracién y Servicios sera de:

a) 1ano
b) 2 afios
¢) 3afos

d) 4 afios
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Segtn el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Publicas de Andalucia:

a) Para formar parte del Grupo I es requisito estar en posesion del Titulo de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

b) El grupo Il podra ejercer funciones o desempefiar un puesto de trabajo definido como de
Titulado Superior.

¢) Para formar parte del Grupo 111 es requisito estar en posesion del Titulo de B.U.P., Bachiller
Superior, Formacion Profesional de Segundo Grado o equivalente.

d) Todas las respuestas anteriotes son correctas

Segun el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Publicas de Andalucia:

a) Ningun puesto de trabajo podra estar cubierto por tiempo superior a 6 meses en régimen de
desempefio de funciones de categoria de grupo superior, sin que se proceda a la convocatoria
del correspondiente proceso selectivo

b) El trabajador que sea adscrito a funciones de categoria de grupo superior, mientras
desempefia ésta, percibira las retribuciones correspondientes al puesto temporalmente
desempefiado.

c) Para la adscripcién de un trabajador a funciones de grupo superior, que sélo podra ser
autorizada por el Rector y, en ese caso, remunerada, no serd necesaria previa comunicacion
al Comité de Empresa.

d) Los trabajos realizados en puestos de categoria de grupo superior no podran alegarse como
mérito a los efectos de promocién laboral.

¢Cudl es la vigencia del II Plan Estratégico de la Universidad de Cadiz?
a) 2015-2020
b) 2017-2022
c) 2015-2022
d) 2017-2020

¢Cual de los siguientes es un ambito estratégico contemplado en el II PEUCA?
a) Ensefianza y Formacion

b) Organizaciéon y Personal

¢) Investigacién y Transferencia

d) Medio Ambiente y Sociedad

¢Qué érgano aprobé el Cédigo Etico de la Universidad de Cadiz?
a) El Consejo de Gobierno

b) El Claustro Universitatio

c) ElRector

d) El Consejo Social

Cuando los electrones procedentes del ¢atodo inciden en el anodo:

a) Se producen rayos X monoenergéticos

b) Rebotan y regresan al anodo, produciéndose de esta forma los rayos X

©) Se produce un aumento del numero de electrones por la interaccién con los atomos del anodo

d) Se generan tres efectos fisicos: generacién de calor, radiaciéon caracterfstica y radiacién de
frenado

¢Cuantos tipos de anodos podemos encontrar en los tubos de rayos X?

a) Dos, fijo o estacionario y rotatorio

b) Tres, de tungsteno-renio, de molibdeno y de grafito

¢) Dos, de aluminio y de magnesio

d) Solo uno, compuesto por un blanco de diferentes materiales (aluminio, magnesio, tungsteno-
renio) sobre un nucleo de molibdeno respaldado con grafito
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Considerando las razones para usar un monocromador en un espectrometro de XPS, ¢scual de las

siguientes afirmaciones es falsa?

a) Se pueden enfocar los rayos X en un area pequefia de la superficie de la muestra

b) Se reduce la anchura del pico de rayos X que es generado por el anodo, obteniéndose asi picos
XPS también mas estrechos

¢) Permite usar rangos del espectro de emision de la fuente de rayos X que no serfan accesibles
de otra forma, como la radiacién de frenado

d) Permite eliminar picos satélites cercanos a los picos principales del espectro de emision de la
fuente de rayos X

¢Qué funcion principal cumple el analizador hemiesférico (HSA) en un espectrémetro XPS?

a) Seleccionar los electrones procedentes de la muestra para que describan una trayectoria
semicircular cuyo radio depende de su energia cinética y de la diferencia de potencial aplicada
entre el hemisferio interior y el exterior del analizador

b) Enfocar los electrones que llegan a la entrada del analizador procedentes de la muestra para
que, describiendo una trayectoria semicircular, incidan sobre el detector situado a la salida
del analizador

c) Seleccionar aquellos electrones procedentes de la muestra que tienen una energia supetior al
valor de la constante del espectrémetro, k

d) Seleccionar aquellos electrones procedentes de la muestra que tienen una energia inferior al
valor de la constante del espectrémetro, k

En esencia, ¢qué mide un detector DLD (Delay Line Detector) cuando se combina con un

analizador hemiesférico en un espectrémetro XPS?

a) La energfa cinética de los electrones procedentes de la muestra

b) Sélo la radiacién de frenado; para determinar la radiacién caracteristica es necesario utilizar un
detector multi-canal

¢) La variacién del radio de la trayectoria semiestérica de los electrones procedentes de la muestra
que recorren el interior del analizador y que tienen una determinada energia cinética

d) El nimero de electrones de una determinada energia cinética que provienen de la muestra

En el modo de operaciéon denominado CAE (Constant Analyser Energy), ¢qué parimetro se

mantiene constante y cudl se varfa mientras los electrones pasan por el analizador?

a) Se mantiene constante la diferencia de potencial entre los hemisferios del analizador y se varia
la energia de los electrones

b) Se mantiene constante el cociente de retardo, k, y se varia la energfa de los electrones mientras
pasan port el analizador

¢) Se mantiene constante la energfa de paso del analizador mientras se varfa la diferencia de
potencial entre los hemisferios interior y exterior del analizador hemiesférico

d) Se mantiene constante la energfa del analizador y se varia la energia de los rayos X que inciden
sobre la muestra

Para obtener imdgenes de XPS, sen qué posicién debe situarse el analizador de espejo esférico
(SMA) en relacion con el analizador hemiesférico (HSA) del espectrémetro XPS?

a) El SMA se situa a la salida del HSA

b) El SMA debe insertatse en el interior del HSA

c) E1 SMA se coloca encima del HSA

d) El SMA se situa a la entrada del HSA
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La obtencién de imagenes paralelas de XPS es una técnica que ha sido denominada como

espectromicroscopia. ¢Cudl es la razén de esta denominacion?

a) Se debe a que se adquieren una serie de imagenes paralelas del area de la muestra que es barrida
variando la energfa cinética en pequefios incrementos de energia

b) Esto es debido a que, como la imagen microscopica se obtiene en un espectrometro XPS,
ademis de la imagen se obtiene su espectro XPS/AES

¢) Se debe a que en esta técnica se obtiene el espectro XPS/AES de cada punto de la imagen y
se representa luego la intensidad de la sefial correspondiente a los electrones generados en la
muestra a energfas concretas (en pasos de 100 eV)

d) Se debe a que cuando se utilizan imagenes paralelas se mejora la resolucion lateral de 10 micras
a tan sélo 1 micra

¢Qué elemento(s) del espectrémetro XPS determina(n) la magnificacion de la imagen XPS en la
técnica de imagen paralela XPS?

a) El rango de energias cinéticas que puede medir el detector

b) El tamafio del haz de rayos X focalizados que barren la muestra y la velocidad con la que se
puede realizar el barrido

c) Las lentes magnéticas y electrostaticas del equipo

d) Todos los elementos indicados en las demads respuestas a la vez

La resolucién espacial tipica de la técnica de imagen paralela XPS ronda las 5-10 micras, pero

puede mejorarse hasta alcanzar 1 micra para las imagenes de mayor magnificacién. ¢Qué

desventaja supone aumentar la resolucién espacial?

a) Que disminuye el rango de energfas cinéticas en el que se puede medir

b) Que aumenta el tiempo requerido para la adquisicién de la imagen

¢©) Que requiere disminuir el campo de visién de 1 a 0,2 mm

d) No tiene ninguna desventaja; sélo depende de la potencia de las lentes magnéticas y
electrostaticas del equipo

¢De qué depende el parametro Auger, a?

a) De la energfa de ligadura, del pico de emisién fotoeléctrica mas intenso y de la energfa cinética
de la transicion Auger mas caracteristica

b) Sélo de la energia de los rayos X que inciden sobre la muestra

¢) Sélo de la energfa cinética de los electrones procedentes de la emisién Auger

d) Sélo de la energia de ligadura del segundo electrén emitido por efecto Auger

Cualquier analisis de la composiciéon quimica supetficial de una muestra mediante XPS/AES

deberia comenzar con la identificacién de los elementos presentes. ¢Como se realiza este analisis

cualitativo?

a) Obteniendo un espectro en una regién de valores de energfa entre 0 y unos 500 eV para XPS
y entre 500 y unos 1000 eV para AES

b) Excitando la muestra con pulsos cortos de rayos X con valores de energias correspondientes
a los picos mas intensos de cada uno de los elementos de la tabla periédica

¢) Obteniendo un espectro en una regiéon amplia de valores de energia (tipicamente entre 0 y
unos 1000 eV) para observar los picos mas intensos de los elementos, tanto en XPS como
en AES

d) Registrando el espectro Auger tanto en modo directo como diferencial

¢Qué se representa en cada pixel de una imagen de microscopia de barrido Auger?

a) La diferencia entre la sefial de fondo (B) y la sefial del pico Auger (P), es decir, B — P

b) La diferencia relativa entre la sefial del pico Auger (P) y la sefial de fondo (B), es decir (P —
B)/B

) La diferencia entre la sefial del pico Auger (P) y la sefial de fondo (B), es decir, P — B

d) Aligual que en una imagen SEM, la intensidad del haz de electrones reemitidos por la muestra
al ser barrida por un haz focalizado de rayos X

4
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El efecto fotoeléctrico:

a) Consiste en la absorcién de electrones por un material, al incidir sobre él radiacién
electromagnética

b) Consiste en la emision de fotones por un material al incidir sobre él un haz de electrones

¢) Consiste en la emision de electrones por un material, al incidir sobre ¢l radiacién
clectromagnética

d) Consiste en la emision de iones por un material, al incidir sobre ¢l radiacién
electromagnética

Los picos caracteristicos de un espectro XPS corresponden a:

a) los electrones que no experimentan pérdida de energia

b) los electrones que sufren pérdidas de energia mediante procesos de dispersién ineldstica,

¢) laenergia emitida por fluorescencia de rayos X consecuencia de la relajacion del atomo
ionizado tras la emisién de un electron

d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Sefiala la frase correcta:

a) La profundidad de analisis de ambas técnicas de espectroscopia de rayos X (XPS y AES) es
independiente de la energia cinética del electrén emitido

b) Los espectros de XPS suelen representarse en escala de energia cinética, ya que esto
permite la comparacién directa de estados quimicos con independencia de la fuente
utilizada para la excitacién

¢) Los espectros XPS y AES aportan informacién complementaria, siendo la técnica AES
mas adecuada para obtener informacién cuantitativa

d) Los espectros Auger se representan en escala de energfa cinética

La espectroscopia fotoelectrénica de angulo resuelto (Angle resolved XPS, ARXPS):

a) Es una técnica destructiva que permite obtener informacién composicional en profundidad

b) Es una técnica que permite obtener informacién composicional en profundidad mediante
sucesivos procesos de decapado i6nico de la superficie

¢) Es una técnica no destructiva que permite obtener informacién composicional en
profundidad modificando la geometria del experimento

d) Es una técnica no destructiva que permite obtener informacién composicional en
profundidad eliminando la capa superficial de la muestra

Sefala la respuesta correcta:

a) La técnica ARXPS es adecuada para analizar peliculas delgadas, pero no para polimeros

b) La técnica ARXPS relaciona la profundidad desde donde se recibe la informacién quimica
con el angulo de despegue de los fotoelectrones

c) La técnica ARXPS relaciona la profundidad desde donde se recibe la informacién quimica
con el vacio de la camara

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

La técnica de ARXPS:

a) es adecuada para obtener informacién composicional unicamente de muestras liquidas

b) es adecuada para obtener informacién composicional de laminas delgadas

¢) no es adecuada para obtener informacién composicional de laminas delgadas

d) solo es adecuada para obtener informacion composicional de laminas delgadas que no sean
conductoras
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Si se recurriese a la técnica de XPS para hacer un perfil de composicion de una muestra para

una profundidad mayor a 10 nm, ¢Qué técnica de analisis serfa la mas conveniente?

a) ARXPS (Angle Resolved XPS)

b) Erosién de la superficie con iones de gas noble

¢) Variacién de la profundidad de andlisis variando la energfa cinética de los electrones

d) La técnica XPS no permite en ningin caso obtener informacion a profundidad mayor de
10 nm.

El analisis composicional en profundidad mediante bombardeo i6nico, puede producir una
distorsion de la medida debido al efecto de la rugosidad inducida en la muestra que puede
producirse durante el bombardeo. Este efecto puede minimizarse:

a) Bombardeando con iones que no sean de gas noble

b) Aumentando la velocidad del bombardeo

¢) Disminuyendo la velocidad del bombardeo

d) Mediante rotaciones ciclicas de la muestra

La eficiencia del bombardeo i6nico en un analisis en profundidad mediante XPS:

a) Esun pardmetro que permanece constante, independientemente de las condiciones
experimentales

b) Determina la velocidad a la que el material es arrancado de la superficie mediante el
bombardeo iénico

c) Esinversamente proporcional al nimero de iones incidentes en la muestra

d) Es inversamente proporcional al nimero de 4tomos arrancados de la muestra

La eleccion del ion para el bombardeo en la espectroscopia de dispersion de iones (ISS):

a) Es fundamental porque sélo pueden detectarse los atomos de la superficie analizada cuya
masa sea superior a la del ion primario usado para el bombardeo

b) Es fundamental porque sélo pueden detectarse los atomos de la superficie analizada cuya
masa sea inferior a la del ion primario usado para el bombardeo

¢) Es fundamental porque sélo pueden detectarse los atomos de la superficie analizada cuya
masa sea igual a la del ion primario usado para el bombardeo

d) Es fundamental, por lo que habitualmente se escoge oxigeno que es la especie que puede
detectar mayor rango de masas

La proximidad entre la masa del ion usado para el bombardeo en la técnica de espectroscopia
de dispersién de iones y la masa del atomo en la superficie que se desea analizar:

a) Aumenta la resolucién del experimento

b) Disminuye la resolucién del experimento

¢) No influye en la resolucién del experimento

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Sefiala la afirmacién verdadera:

a) ElHe" y el Ne* son los iones mas utilizados en espectroscopia de dispersion de iones
b) El Ar* y el Net son los iones mas utilizados en espectroscopia de dispersion de iones
¢) El Ar"yel H* son los iones mas utilizados en espectroscopia de dispersion de iones
d) El Ar*yel Het son los iones mas utilizados en espectroscopia de dispersion de iones.

En el programa principal de control del espectrofotémetro Kratos Axis Ultra DLD, “Vision

Instrument Manager”, el médulo “Manual Window” permite:

a) Controlar los componentes esenciales del equipo, pero no permite registrar espectros.

b) Controlar los componentes esenciales del equipo, asi como registrar y guardar espectros.

¢) Programar la adquisicién de espectros en distintas muestras y con diferentes parametros de
adquisicion.

d) Registrar espectros y almacenatlos, pero no el control de los componentes del equipo.
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37) En el programa principal de control del espectrofotémetro Kratos Axis Ultra DLD, “Vision
Instrument Manager”, es posible seleccionar el modo de trabajo. Seleccionar la respuesta

38)

39)

40)

41)

correcta:

a) El modo usuatio permite un control total del instrumento, incluido el sistema de vacio.

b) Elmodo avanzado permite registrar espectros, pero no permite la manipulacién del sistema
de vacio sin un supervisor.

¢) El modo ingeniero permite un control total del instrumento, incluidas operaciones que en
principio prohiben las reglas de seguridad del equipo.

d) Sélo hay dos modos de trabajo: ingeniero e usuario.

Los espectros obtenidos en el espectrofotémetro Kratos Axis Ultra DLD mediante el Vision
Software ver. 2.2.8:

2

b)

0
d)

Se obtienen en un formato especifico del equipo, y no pueden ser leidos por otros paquetes
de software comunmente usados. Sin embargo, se pueden exportar desde el programa al
formato VAMAS, asi como a un formato de tipo texto (xy).

Se obtienen en un formato especifico del equipo, y no pueden ser leidos por otros paquetes
de software comunmente usados. Sin embargo, se pueden exportar desde el programa a un
formato de tipo texto (xy).

Se obtienen directamente en un formato de tipo texto (xy), no siendo necesaria ninguna
modificacién adicional.

Se obtienen directamente en un formato VAMAS estandar, pudiendo ser leido por otros
paquetes de software comunmente usados.

El sistema de neutralizacién de cargas del espectrofotémetro Kratos Axis Ultra DLD:

2)
b)

0
d)

Se basa en la combinacién de electrones e iones de baja energia focalizados en la muestra.
Es un sistema de tipo “flood-gun”, con electrones de baja energfa focalizados en la muestra.
Se basa en la generacién de una nube desfocalizada de electrones de baja energia, que con
ayuda de las lentes electrostaticas se dirigen hacia la muestra.

Se basa en la generacién termoidnica de electrones, que junto con electrones fotoemitidos
de baja energfa y electrones secundarios generados, se reconducen hacia la superficie de la
muestra.

Cuando se activa el sistema de neutralizacién de cargas del espectrofotémetro Kratos Axis Ultra

DLD:

a) Se trata de un sistema tipo ON/OFF, sin control adicional.

b) Se trata de un sistema que permite controlar la energfa de los electrones que se generan, pero
no su intensidad.

c) Se trata de un sistema que permite controlar la intensidad de la emisién y la aceleracién de
los mismos.

d) Se trata de un sistema que permite controlar la intensidad de la emisién, la aceleracién de los

electrones, el area de la muestra sobre la que actua.

Cuando en una muestra se produce carga diferencial durante su analisis por XPS:

2)
b)

9
d

No es posible analizar la muestra de ninguna manera.

Se pueden registrar los espectros si se desconecta la toma de tierra de las muestras.

Se debe recubrir la muestra con una capa fina de un material conductor, para hacerla
uniformemente conductora.

No es un fenémeno que se haya observado nunca al aplicar la técnica de XPS.
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Cuando se registra un espectro XPS “survey” de baja resolucién:

a) Se utiliza el modo CRR (Constant Retard Ratio), con un valor de “retard ratio” bajo, para
mejorar la resolucion.

b) Se usa un rango estrecho de energia para poder aumentar el tiempo de adquisicién.

©) Se utiliza una energia de paso alta para aumentar la sefial a costa de sacrificar resolucion.

d) Se utiliza el modo CAE (Constant Analyser Energy) con una energia de paso baja para
aumentar la intensidad.

Cuando se registra un espectro XPS de alta resolucién es importante:

a) Utilizar la energfa de paso mas baja posible que nos permita obtener un espectro con una
relacién sefial/ruido aceptable y la maxima resolucién posible.

b) Ajustar el rango de energia de adquisicion, de manera que siempre haya al menos 50 eV de
margen por encima y por debajo del pico de interés.

c) Tratar de registrar el espectro lo mas rapidamente posible, usando si es necesario el modo de
adquisicién “snapshot”.

d) Aumentar el tamafio del paso para poder disminuir el tiempo de adquisicién.

La energia de paso seleccionada para la adquisicion de un espectro XPS:

a) Determina la resolucién del espectro, de manera que a mayor valor, mayor resolucion.

b) Determina la resolucion del espectro, de manera que a menor valor, mayor resolucion.

¢) No tiene relacién con la resolucién del espectro, ya que ésta se controla unicamente por el
tamafio de paso entre puntos adquiridos.

d) No tiene relacién con la resolucién del espectro, sino tnicamente con la intensidad de la
seflal, de manera que a mayor energia de paso, menor intensidad.

Es necesario el ajuste de los espejos del monocromador:

a) Cuando el equipo se ha usado de forma continuada durante al menos 3 meses.

b) Cuando se ha desmontado el tubo de rayos X, por ejemplo, para sustituir el anodo o el
filamento.

c) Cada vez que se enciende la fuente de rayos X, para optimizar la sefial.

d) El monocromador viene ajustado de fabrica y no es necesario reajustarlo nunca.

Cuando se ha proucido una parada prolongada del espectrofotémetro, con pérdida de vacio, y
antes de volver a usar las fuentes de rayos X, es necesario:

a) Desgasificar los filamentos antes de su uso.

b) Reiniciar el médulo electrénico de control de los rayos X.

¢) Reajustar la posicién de los tubos de rayos X, especialmente el acoplado al monocromador.
d) No es necesaria ninguna operacion, se pueden usar de forma habitual.

Para comprobar que se mantienen las condiciones de operatividad del equipo a lo largo del

tiempo, y que las medidas realizadas son consistentes, de forma periddica es necesatio:

a) Apagarlo completamente y volver a conectarlo tal como se hizo en su instalacién original.

b) Revisar todas las juntas del sistema y las camaras de vacio, as{ como comprobar todas las
conexiones eléctricas del equipo.

¢) Realizar una serie de espectros con distintas energfas de paso sobre unas muestras de
referencia de oro y plata, limpiadas previamente por bombardeo con iones Ar*.

d) Operar los tubos de rayos X a su maxima potencia durante al menos dos horas.
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Se recibe una muestra consistente en un polimero utilizado en la industria aeroespacial sobre el
que se ha depositado una capa de menos de 5 nm de espesor de un adhesivo. Seleccione la
actuacion mas adecuada:

a) Debido a que porta un adhesivo, la muestra no puede ser analizada mediante XPS y debe
devolverse al usuario.

b) Se propone realizar un analisis de perfil de profundidad mediante desbastado i6nico con
iones argdn, de manera que las sefiales principales se estudien en funcién de la
profundidad.

¢) Se propone realizar un andlisis mediante espectroscopia Auger, debido al pequefio espesor
del adhesivo depositado

d) Se propone realizar un analisis mediante ARXPS, de manera que se estudien las principales
seflales en funcién de la profundidad.

Se recibe una muestra de un vidrio sobre el que se ha aplicado un tratamiento para hacerlo mas

aislante al calor, de manera que se ha depositado una capa de entre 100 y 200 nm de un 6xido

metdlico sobre el mismo. Se quiere conocer el espesor de dicha capa, para la cual lo mas

adecuado serfa:

a) Realizar un estudio mediante ARXPS.

b) Realizar un estudio mediante ISS.

¢) Realizar un perfil de profundidad mediante desbastado i6nico en ciclos sucesivos (depth
profiles).

d) Realizar un estudio mediante espectroscopia Auger.

Un sistema de manipulacién de muestras de tipo XYZO permite:

a) el giro de la muestra en torno de los tres ejes (x,y,2).

b) el desplazamiento de la muestra a lo largo de los tres ejes (x,y,z), pero no permite el giro de
la misma.

¢) el desplazamiento de la muestra a lo largo de los tres ejes (x,y,2) y el giro en torno al eje x.

d) permite el desplazamiento de la muestra desde la cimara de tratamiento a la de analisis.

El espectrofotéometro de XPS cuenta con sistemas de bombeo, constituido por diversos

elementos, entre ellos las bombas turbomoleculares.

a) En las bombas turbomoleculares el bombeo se realiza ionizando las moléculas del gas y
utilizando una diferencia de potencial para retirar el gas de la zona donde se quiere hacer
vacio.

b) Las bombas turbomoleculares poseen un rotor que gira a muy alta velocidad, por lo que
deben ser alimentadas con una corriente eléctrica de muy elevada frecuencia y solo pueden
funcionar a vacio.

¢) Una bomba turbomolecular puede disminuir la presién en un sistema partiendo de presion
atmosférica hasta alcanzar presiones por debajo de 107 torr.

d) Las bombas turbomoleculares son especialmente utiles para alcanzar alto vacio debido a
que no disponen de partes moviles.
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52) El cafién de rayos X, esta compuesto por un filamento generalmente de tungsteno recubierto

53)

54)

55)

56)

por torio donde se produce la emisién termoidnica de electrones.

2)

b)

9
J

Estos electrones emitidos impactan sobre el catodo, generalmente de Al o Mg generandose
los fotones, cuya frecuencia depende del material en que este catodo esté construido.

Estos electrones emitidos impactan sobre el anodo, generalmente de Al o Mg generandose
los fotones, cuya frecuencia depende del material en que este catodo esté construido.

Estos electrones de alta energia emitidos constituyen los rayos X.

Junto a la emisién termoidnica de electrones se produce en el filamento la emisién de los
fotones que constituyen los rayos X.

El analizador de sector hemiestérico concéntrico permite que

2)

b)

©)

d)

lleguen al detector los electrones fotoemitidos por la muestra con una determinada energfa
cinética, la cual se selecciona variando la diferencia de potencial entre la semiesfera interna
y externa.

detecta el nimero de electrones que llegan a la hemiesfera externa para una determinada
diferencia de potencial entre ambas semiesferas.

detecta el nimero de electrones que llegan a la hemiesfera interna para una determinada
diferencia de potencial entre ambas semiesferas.

mide el nimero de electrones fotoemitidos mediante la intensidad de corriente que se
establece entre las dos semiesferas.

El neutralizador de carga

)
b)
0
d)

debe emplearse en muestras conductoras.

debe emplearse en muestras semiconductoras y aislantes.
debe usarse en cualquiera de los casos.

siempre estd funcionando cuando se registra un espectro.

El ferromagnetismo de una muestra a analizar se determinara:

2)
b)
©)
d)

por el desplazamiento y ensanchamiento de las sefiales de XPS.

port el desplazamiento de las sefiales Auger.

antes de realizar el anélisis, viendo como se comporta al acercarle un iman de neodimio.
por el desplazamiento de las sefiales de XPS.

El tamafio de las muestras a analizar:

)
b)
0

d)

debe ser lo mas grande posible, dentro del tamafio del portamuestras, para mejorar la
calidad del analisis.

en muestras que pudieran producir gases, debe ser lo mas pequefio posible, para minimizar
los posibles problemas que podtia causar una eventual desgasificacion durante el analisis

si han sido previamente desgasificadas a alto vacio, no importa el tamafio, porque ya no se
produciran gases durante el analisis.

si no sobresale del portamuestras, no tiene relevancia en ningdn caso.
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57) La exposicién a los rayos X representa un alto peligro.

a) Por ello los técnicos y operadores de un espectrofotémetro de XPS deben portar
dosimetros que midan la cantidad de radiacién a la que estin expuestos.

b) Por ello los técnicos y operadores deben revestirse con elementos adecuados, como
mandiles de goma plomada, que los protejan de la radiaciéon X cuando operen el
espectrofotémetro XPS.

¢) Sin embargo, un espectrofotémetro de XPS esta construido con materiales que hacen que
la emision de radiacién X al exterior sea insignificante.

d) Deben salir de la habitaciéon donde esta el espectrofotometro de XPS antes de que
comience a generarse radiacién X en el aparato.

58) Las bombas rotatorias pueden producir riesgos al operador porque podrian exhalar una niebla
de aceite, especialmente si bombean grandes volumenes de gases. Igualmente, puede exhalar a
la habitacién gases peligrosos producidos por la muestra, por ello:

a) los operadores deben disponer de equipo de respiracién auténoma para utilizarlo cuando
se dé alguno de los supuestos descritos.

b) se deben instalar filtros a la salida de las bombas rotatorias para eliminar todos los gases
que la bomba exhale.

¢) no debe utilizarse este tipo de dispositivos de bombeo en un espectrémetro XPS.

d) es muy recomendable la instalacién de una conduccién para canalizar la salida de la bomba
hasta el exterior.

59) Debido a la gran cantidad de componentes eléctricos que tiene un espectrémetro de XPS,

incluyendo circuitos del alto voltaje,

a) el sistema de acondicionamiento de aire debe mantener la humedad de la habitacién por
debajo del 65% para evitar condensacién en las zonas refrigeradas del equipo.

b) el equipo debe apagarse completamente antes de introducir o retirar las muestras.

©) se utilizardn portamuestras de material aislante para evitar el contacto del operador con los
circuitos activos del instrumento cuando se introducen o retiran muestras.

d) se deben apagar los médulos electronicos antes de introducir o retirar muestras.

60) El torio es un elemento radioactivo que se encuentra presente en los filamentos del
espectrometro de XPS. Sin embargo, debido a las pequefias cantidades en que este elemento se
encuentra presente en los filamentos, la radiacién alfa que produce es insignificante.

a) A pesar de ello, cuando se cambien los filamentos, es conveniente reducir tanto como sea
posible la exposicion a este elemento y tanto los filamentos desechados como los guantes
utilizados deben desecharse segun la legislacion pertinente.

b) Por ello no hay que tomar ninguna precaucion especial cuando se cambian los filamentos, y
los filamentos usados pueden desecharse con los residuos convencionales.

¢) A pesar de ello, los filamentos deben ser desechados depositandolo en el correspondiente
recipiente para desechos de metales pesados.

d) A pesar de lo cual, los filamentos solo pueden cambiarse enviando el equipo a la fabrica.
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